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物質中の電子同士が互いに強く相関した強相関電子系では、電子の持つ自由度が顕在化し多彩

な空間的な変調構造を示す。その秩序状態はマクロな物性を決める主要因になるため、電子状態

の空間分布構造を解明することは物質の特性を理解するうえでとても重要な情報となる。共鳴軟

X 線回折は対象とする元素の吸収端近傍における異常散乱因子を活用することで、価電子の空間

秩序構造を観測できる手法である。本講演では、共鳴軟 X 線回折を活用したグレージングインシ

デンス回折法と透過型小角散乱法によって観測した薄膜試料の電子状態について紹介する。 

グレージングインシデンス回折法では、ペロブスカイト型 LaCoO3 薄膜の表面に現れる軌道秩

序を観測し、薄膜内部の秩序温度よりも表面の秩序温度の方が高いことを見出した[1]。これは、

ある温度領域において、内部では軌道秩序がないにも関わらず試料表面だけに軌道秩序が発現し

ている特異な状況が実現していることを示している。 

透過型小角散乱法では数百ナノメートル程度まで薄片化したカイラル磁性体において磁気スキ

ルミオンが三角格子を形成することを観測し、スキルミオンとヘリカル磁気構造の間の構造変化

に伴うダイナミクスを観測した[2]。また、薄片試料に電極を付けることで、電場によってスキル

ミオン格子が消失・生成する様子や一軸の引っ張り応力が印加されてカイラルソリトン格子にな

る様子が観測された[3]。最近では、コヒーレントな軟 X 線を用いて磁気モーメントの空間分布を

イメージング計測すること可能になってきている。講演では、コヒーレント軟 X 線イメージング

の現状と将来展望についても紹介したい。 
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